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Schichtdickenmessung von Absorberschichten

in der Solarindustrie

In der Photovoltaik sowie in der Solarthermie
wird Sonnenlicht in Energie umgewandelt. Um
bei der  Wandlung einen besseren
Wirkungsgrad zu erreichen, werden auf dem zur
Technologie passenden Tragermaterial
spezielle dinne Schichten aufgedampft, die
eine absorbierende Wirkung haben. Diese

Das Messprinzip

dinnen Schichten haben eine spezielle
optische Wirkung, welche sich sehr gut
spektroskopisch vermessen lasst.

Der folgende Teil des Applikationsberichts zeigt
eine spezielle Anwendung fur die Photovoltaik.
Das Messprinzip gilt auch fur Anwendungen in
der Solarthermie.

Bei den beschichteten Solarzellen geht es
priméar um die Schichtdicke der aufgedampften
Absorberschicht. Diese Schichtdicke sollte im
Idealfall Gber die Flache der Solarzelle gleich
sein. Dies hat nicht nur einen technischen
Hintergrund, da die Schichtdicke neben dem
Wirkungsgrad auch die Farbe beeinflusst und
somit auch das Aussehen.

Die  Schichtdicke lasst sich Uber die
Reflexionsdaten und mit der Hilfe einiger
optischer Gesetze berechnen. Zudem besteht
auch eine Korrelation zwischen Schichtdicke
und Farbe. Somit ergibt sich eine zweite

Vergleichsmoglichkeit mit nur einer
Messmethode.

Drei optische Messkopfe sind Uber dem
FlieBband direkt nach dem Bedampf-

ungsprozess nebeneinander angeordnet. Eine
Solarzelle lést beim  passieren  einer
Lichtschranke drei Messungen aus. So ergeben
sich  neun elliptische Messpunkte an
unterschiedlichen Stellen auf der Solarzelle.
Durch die Anzahl der Messpunkte ergibt sich
eine genauere Schichtdickeninformation, die
Homogenitdt und Hinweise auf Defekte.

Durch all diese Informationen kann wahrend der
Produktion schneller auf Veranderungen in der
Produktqualitat reagiert werden. Diese 100%
Kontrolle reduziert deutlich den Ausschuss und
senkt somit die Produktionskosten.
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Das Messsystem.

Die tec5 Dioden-Array-Spektrometersysteme
der MultiSpec Serie sind mit ihrer hohen
Empfindlichkeit, dem groRen Dynamikbereich
und einem optimalen Signal-Rausch-Verhaltnis
bestens fir diese Anwendung geeignet. Die
schnelle Aufnahme und Auswertung von
Spektren im Bereich von wenigen Millisekunden
pradestinieren die Spektrometersysteme fir
einen in-line Einsatz. Die flexible Technologie
der Lichtwellenleiter gestattet einen Einbau der
Messkopfe in  engen Einbauraumen. Die
MultiSpec Pro Software berechnet mit
speziellen Algorithmen die Schichtdicke und die
Farbe der Solarzellen in einem Messzyklus.
Optional konnen die Ergebnisse an eine
Prozesskommunikation (z.B. tber Profibus oder
OPC) weitergeleitet werden.

Alternativ ist zur tec5 Hardware auch eine
spezielle  Softwarelosung von VITRONIC

lhr Partner

erhaltlich. Diese unterstiitzt den SECS/GEM
Standard und bietet somit eine schliisselfertige
Losung.

Seit 1993 hat sich tec5 auf die Entwicklung von
faseroptischen  Spektrometersystemen  auf
Basis der modernen Dioden-Array-Technologie

spezialisiert und kann daher erfolgreich auf
einen langen Erfahrungshorizont mit
zahlreichen Anwendungen zurlckblicken. Wir
bieten unseren Kunden sowohl Komponenten
fur eigene Entwicklungen als auch komplette
Systeme an, die individuell den gegebenen
Anforderungen angepasst werden kénnen.

Fur weitere Informationen stehen lhnen unsere
Techniker,  Software- und  Applikations-
spezialisten jederzeit gerne zur Verfigung.
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